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摘要(译)

视频处理电路检测作为暗像素和亮像素之间的边界的一部分的风险边
界，并且根据从前一帧到当前帧的变化的边界的液晶分子的倾斜方位确
定。对于与检测到的风险边界接触的暗像素和亮像素的至少一侧，校正
指定对应于与风险边界接触的帧的像素的液晶元件的施加电压的视频信
号。在当前帧之后的从当前帧到k帧的多个帧（这里，k是自然数），使
得在暗像素和亮像素之间产生的横向电场减小。
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